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【はじめに】多結晶シリコン太陽電池に混入する鉄不純物は，キャリア

の再結合中心となることで発電効率を低下させることが知られている．

我々は以前に，顕微メスバウア分光によって多結晶シリコン中の鉄不純

物は結晶粒界のみならず粒内にも分布し，結晶粒ごとに異なる分布が観

察できることを報告した[1]．今回は，鉄故意汚染から拡散熱処理に至る

プロセスを真空中で行い，200℃と 800℃でそれぞれ熱処理した試料中の

鉄分布と格子欠陥分布との対応を評価するため，顕微メスバウア分光と

PLマッピングを同一視野で行ったので報告する． 

【実験】30×30mm2の p 型 (1016 B /cm3) 多結晶シリコン 2枚に対して，

ラマンマッピングと PL マッピングを行い結晶粒と欠陥の分布を調べた．

Fe を 2nm蒸着し，200℃と 800℃でそれぞれ 60分の熱処理を行った後，

メスバウアスペクトル測定と Fei
＋成分に共鳴条件を合わせてメスバウ

アマッピングを行った． 

【結果】ラマンマッピング像を図 1 に，これと同一視野の PL マッピン

グを図 2 に示す．図 1 で方位の異なる結晶粒の分布を観察し，図 2 で

PL 強度の分布を観察した．図 1 で赤，緑，青で色付けされた結晶粒が

確認でき，赤く色づけされた結晶粒は図 2で PL強度の低下が見られた．

また，ラマンマッピングと PL マッピングの対応から結晶粒界と転位の

分布を観察した．図 3は 200℃で 1時間の熱処理後に Fei
＋成分に共鳴条

件を合わせて得られたメスバウアマッピング像であり，図 2で観察した

粒界と転位の分布を点線で示す．200℃×60min の熱処理による平均の

拡散長はおよそ 5μm で，転位などの近傍の歪み分布の影響がなければ

均一に分布しているはずである．しかしながら，マッピング結果は  

Fei
２＋が偏在しており，PL強度の低い結晶粒内でより偏在が顕著である

ことを示唆している．更に，拡散の進んだ 800℃×1 時間の熱処理を行

った試料で結晶欠陥と Fei
2＋分布の対応について検討した． 
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図 1 ラマンマッピング像 

図 2 PLマッピング像 

図 3 熱処理 200℃×1時間後の

Fe2+成分のメスバウアマッピング 
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